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NORME INTERNATIONALE

1ISO 3034-1975 (F)

Carton ondulé — Détermination de I'épaisseur

1 OBJET

La présente Norme Internationale spécifie une méthode de
mesurage de [|'épaisseur du carton ondulé utilisé dans la
fabrication des caisses d’emballage, ou a !'intérieur de ces
meémes caisses.

2 DOMAINE D'APPLICATION

Cette méthode est applicable a tous les types de carton
ondulé.

3 REFERENCES

ISO/R 186, Méthode d’échantillonnage  des papiers et
cartons pour essais.

ISO 187, Papier et carton — Conditionnement des
échantillons. 1)

4 PRINCIPE

Mesurage de |'épaisseur d'une éprouvette de carton ondulé
Sous une pression specifiée.

5 DEFINITION

Dans le cadre de la présente Norme Internationale, la
définition suivante est applicable :

épaisseur (d'une feuille unique de carton ondulé) : Distance
entre les deux touches, planes et paralléles, d’un
micrometre, entre lesquelles une éprouvette est soumise a la
pression spécifiée.

6 APPAREILLAGE

Micrometre a cadran, comprenant une touche plane et
circulaire et un palpeur plan et concentrique. Les surfaces
de contact de la touche et du palpeur doivent étre de
10 £ 0,2 cm?2.

Les surfaces de contact doivent étre paralléles avec une
précision au moins égale a 1 pour 1 000 de leur diamétre, et
la pression exercée par le palpeur doit étre de 20 £ 0,5 kPa.

1} Actuetlement au stade de projet. {Révision de I'lSO/R 187.)
2} A une vitesse de 2 8 3 mm/s environ.

L'appareil doit étre suffisamment précis pour que les
lectures puissent étre effectuées a 0,05 mm prés. (Voir
I'annexe.)

7 ECHANTILLONNAGE

L'échantillonnage doit étre effectué conformément aux
prescriptions de I'lSO/R 186.

8 PREPARATION DES EPROUVETTES

Les [fediltes échantillons choisies doivent étre assez grandes
pour qu’on puisse y découper des éprouvettes de 500 cm?2
(200 mm X260 mm). Les éprouvettes doivent étre
exemptes de tout dommage ou autres irrégularités et, sauf
accord contraire entre les parties intéressées, exemptes de
margues provenant des machines de transformation.

9 CONDITIONNEMENT

Les éprouvettes doivent étre conditionnées conformément
aux prescriptions de I'ISO 187.

10 MODE OPERATOIRE

Effectuer les essais dans I’atmosphére normale, définie dans
I"lSO 187.

Effectuer deux mesurages sur chaque éprouvette, comme
indiqué ci-apres.

Placer I’éprouvette horizontalement entre les deux surfaces
de contact de linstrument de sorte que les bords de
I’éprouvette soient au moins @ 50 mm du contour de la
touche. Abaisser la touche mobile doucement, lentement2)
et avec précaution sur }'éprouvette afin d’éviter tout choc;
s’‘assurer que |'éprouvette reste paralléle aux surfaces de
mesurage du micrometre, malgré 1‘'effet de levier causé par
la masse de |"éprouvette. De plus, aucun effort manue! ne
doit étre appliqué sur l'instrument ou sur |’éprouvette au
moment de fa lecture. Cette lecture doit étre effectuée
quand l'aiguille a cessé de bouger.
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"

PROCES-VERBAL D’ESSAI

Le procés-verbal d‘essai doit contenir les indications
suivantes :

0

a) référence 3 la présente Norme Internationale;
b) date et lieu des essais;

¢} description et identification du produit soumis &
I'essai;

d) atmosphére de conditionnement utilisée;

e) nombre de mesurages individuels effectués;
f) écart-type des mesures d’épaisseur?);

gl moyenne arithmétique de toutes les mesures, en
millimétres, & 0,05 mm preés;

h) compte rendu de tout écart par rapport a la présente
méthode;

i} toute autre information susceptible de faciliter
"interprétation des résultats d’essai, en particulier si des
surfaces soumises a |'essai ont été écrasées par impression
ou par l'action d’autres machines de transformation.

La précision de la moyenne (intervalle de confiance) a un seuil de confiance de 95 % doit étre indiquée pour information.
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ANNEXE

NOTES ADDITIONNELLES CONCERNANT L'APPAREIL DE MESURAGE

A1 CAPACITE DE MESURAGE

Afin de recouvrir la gamme des cartons ondulés
couramment rencontrés, il est souhaitable que la capacité
de mesurage du cadran du micromeétre soit de 20 mm au
moins.

A2 ETALONNAGE DE L'INSTRUMENT

Pour des appareils d’usage fréquent, !’étalonnage doit €tre
effectué quotidiennement pour la répétabilité et la
précision, et mensuellement pour le parallélisme et la
précision du palpeur.

Si l'instrument n’est pas dans la tolérance pour un essai, on
doit le corriger avant d'effectuer les essais suivants.

Le contrble doit étre effectué dans |'ordre suivant :

A.2.1 Planéité du palpeur et'de la touche

Le palpeur a pression et la touche( doivents) étre
soigneusement essuyés et écartés légérement de sorte que
Iintervalle puisse étre vu sous une lumiére brillante.
L'intervalle doit étre exactement le méme quand -on
|’observe dans deux directions perpendiculaires.

A.2.2 Pression exercée par le palpeur

On peut utiliser tout moyen de contrdle approprié pour la
précision et I'uniformité.

A.2.3 Répétabilité des mesures et détermination de
"erreur d’indication
a) Mettre I'instrument au zéro avant de commencer.

b) Utiliser un ensemble de calibres d'épaisseurs
différentes controlées au préalable.

c) Les placer séparément entre la touche et le palpeur,
et noter la lecture correspondante sur |'échelle.

d) Régler 'instrument a environ 10, 30, 50, 70 et 90 %
du maximum de |'échelle.

e) Une série de cing lectures au moins doit étre
effectuée au zéro, suivie par cing lectures au moins sur
chaque calibre et enfin cing lectures supplémentaires au
Zéro. '

f) L'instrument ne doit pas étre remis au zéro pendant
'opération.

Pour chaque point de I'échelle, la répétabilité des mesures
est |'écart-type de cing lectures ou plus; |erreur
d'indication est la différence entre la moyenne des cing
lectures ou plus et I’épaisseur du calibre.

A.2.4 Parallélisme du palpeur et de la touche

a) Introduire le"calibre sur le bord d'un des cOtés du
palpeur et noter I’épaisseur lue sur 'échelle.

b) Introduire le méme calibre sur le bord de |'autre coté
du palpeur et noter I'épaisseur lue sur ['échelle.

c) . Répéter l'opération a angle droit de la position
initiale.

d) Répéter I'opération & environ 10, 30, 50, 70, 90 %
du maximum de I‘échelle.

L'erreur de parallélisme est définie comme étant la moitié
de la racine carrée de la somme des carrés de la différence
entre les lectures opposées aux extrémités des deux
diamaétres perpendiculaires, c’est-a-dire :

1/ 2

oli di et d, sont respectivement la différence entre les
mesures en deux points opposés.
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